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※概要（Summary）： 
有機エレクトロニクス材料の正しい評価を行っていくため

には、薄膜に加工した材料の膜厚を把握することは必要

不可欠な作業である。報告者は基板上に作製した薄膜の

膜厚を明らかにする目的で、NPF の装置（分光エリプソメ

ータ）を利用した。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・分光エリプソメータ（ホリバ・ジョバンイボン） 
基板上に作成した薄膜試料（持ち込み）の分光エリプソメ

トリ測定を行った。ついで各測定データに対して、解析を

実施した。なお、測定材料は、公知の有機化合物 A、B、

C の 3 種類であり、それぞれの化合物について、数 10 
nm～の膜厚違いの薄膜試料を準備した。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
まず、準備した薄膜試料の分光エリプソメトリ測定を実施

した。測定の際、問題になるようなことは生じなかった。続

いて、測定データの解析を実施した。装置内蔵の 4 種の

分散式を用いて解析を行い、それぞれの化合物に適した

分散式を選択した。分散式をベースに最適化を行うことに

より、化合物 A および B に関しては、膜厚を算出すること

ができた。化合物 C については、現在、解析途中である。 
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